	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域01～03(1)
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影響される)
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が含まれる）
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（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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影響される)
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Mn(強いCrの信号に
影響される)
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が含まれる）
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影響される)
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注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67162401][bookmark: _Hlk67162402]図4.1.1-73 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域01～03(1)


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域01～03(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
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Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo,S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	領域02





Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
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Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	領域03





Te（Caの信号の影響
が含まれる）
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I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
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Cs（U及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
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Ba or Ti
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Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
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W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）

	領域03





Pb
	領域01





U（Agの信号の影響が含まれる）


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

[bookmark: _Hlk67162419]図4.1.1-74 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域01～03 (2)
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領域01
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[bookmark: _Hlk64621835]図4.1.1-75 1/2u-SGTS領域01～03の位置



領域01
















[bookmark: _Hlk67162472]図4.1.1-76 1/2u-SGTS領域01のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U4\P53C19SE02-U1-P.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

[bookmark: _Hlk64622113][bookmark: _Hlk64621899]図4.1.1-77 1/2u-SGTS領域01の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域02

	














[bookmark: _Hlk67162519]図4.1.1-78 1/2u-SGTS領域02のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U4\P53C19SE02-U4-Ag.jpg]
             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67162538]
図4.1.1-79 1/2u-SGTS領域02の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域03
















[bookmark: _Hlk67162557]図4.1.1-80 1/2u-SGTS領域03のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-Ag-1\P53C19SE02-Ag-1-Pb-Te.jpg]
             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67162580]
図4.1.1-81 1/2u-SGTS領域03の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域04～13(1)
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O (強いCrの信号に
影響される)
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F (or Fe)
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Na (or Zn)
	[image: ]




Mg
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Al
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Si（Wの信号の影響
が含まれる）
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S or Mo
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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Cl(Ruの信号に影響
される）
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Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
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Ti or Ba
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Cr
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Mn(強いCrの信号に
影響される)
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Fe
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Co（Feの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Ni
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Cu
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Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67162602][bookmark: _Hlk67162665][bookmark: _Hlk67162666]図4.1.1-82 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域04～13 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1 領域04～13(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
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Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo,S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
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Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）


	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Cd

	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Cs（U 及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
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Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
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W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Pb
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U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。


[bookmark: _Hlk67162625]図4.1.1-83 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域04～13 (2)
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[image: c:\edax32\img\tempPath_17.bmp]領域04
領域05(Cd)




[bookmark: _Hlk67162642]
図4.1.1-84 1/2u-SGTS領域04及び05の位置
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[bookmark: _Hlk67162700]図4.1.1-85 1/2u-SGT領域06～13の位置
領域04
















[bookmark: _Hlk67162720]図4.1.1-86 1/2u-SGTS領域04のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


	
[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-2.jpg]
             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

[bookmark: _Hlk67162740]図4.1.1-87 1/2u-SGTS領域04の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域05
















[bookmark: _Hlk67162774]図4.1.1-88 1/2u-SGTS領域05のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)

[image: C:\Users\1001\Desktop\1F汚染物データ整理\スペクトル\5_P53C19SE02-U-3-point.jpg]
















             
注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67162790]
図4.1.1-89 1/2u-SGTS領域05の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル




領域06
















[bookmark: _Hlk67162819]図4.1.1-90 1/2u-SGTS領域06のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

[bookmark: _Hlk67162844]図4.1.1-91 1/2u-SGTS領域06の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域07
















[bookmark: _Hlk67162896]図4.1.1-92 1/2u-SGTS領域07のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-2.jpg]
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

[bookmark: _Hlk67162914]図4.1.1-93 1/2u-SGTS領域07の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
	


領域08
















[bookmark: _Hlk67162939]図4.1.1-94 1/2u-SGTS領域08のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-3.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

[bookmark: _Hlk67162962]図4.1.1-95 1/2u-SGTS領域08の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

	

領域09
















[bookmark: _Hlk67162982]図4.1.1-96 1/2u-SGTS領域09のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-4.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。

[bookmark: _Hlk67163009]図4.1.1-97 1/2u-SGTS領域09の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
	


領域10
















[bookmark: _Hlk67163035]図4.1.1-98 1/2u-SGTS領域10のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-5.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163063]
図4.1.1-99 1/2u-SGTS領域10の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域11
















[bookmark: _Hlk67163084]図4.1.1-100 1/2u-SGTS領域11のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-6.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163099]
図4.1.1-101 1/2u-SGTS領域11の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域12
















[bookmark: _Hlk67163116]図4.1.1-102 1/2u-SGTS領域12のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163157]
図4.1.1-103 1/2u-SGTS領域12の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



	領域13
















[bookmark: _Hlk67163188]図4.1.1-104 1/2u-SGTS領域13のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-8.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163200]
図4.1.1-105 1/2u-SGTS領域13の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域14～15（1）
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SE
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C
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O (強いCrの信号に
影響される)
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F(or Fe)
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Na (or Zn)
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Mg
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Al
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Si（Wの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




S or Mo
(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
	[image: ]




Ti or Ba
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Cr
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Mn(強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




Fe
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Co（Feの信号の影響
が含まれる）
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Ni
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Cu
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Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr 


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67163244][bookmark: _Hlk67163245][bookmark: _Hlk67163238]図4.1.1-106 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域14～15 (1)

	[bookmark: _Hlk63863636]1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域14～15(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
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Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo,S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Cs（U及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Ba or Ti
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Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
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W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
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Pb
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U（Agの信号の影響が含まれる）



[bookmark: _Hlk63867654]注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。


[bookmark: _Hlk67163269][bookmark: _Hlk67163270]図4.1.1-107 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域14～15 (2)
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領域14
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[bookmark: _Hlk67163285]図4.1.1-108 1/2u-SGTS中の着目領域14



[image: c:\edax32\img\tempPath_17.bmp]














領域15
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[bookmark: _Hlk67163301]図4.1.1-109 1/2u-SGTS領域15の位置






領域14
















[bookmark: _Hlk67163325]図4.1.1-110 1/2u-SGTS領域14のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163345]
図4.1.1-111 1/2u-SGTS領域14の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


	領域15
















[bookmark: _Hlk67163524]図4.1.1-112 1/2u-SGTS領域15のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















         注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163548]
図4.1.1-113 1/2u-SGTS領域15の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域16（1）
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影響される)
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F(or Fe)
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Si（Wの信号の影響
が含まれる）
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S or Mo
(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
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Ti or Ba
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Mn(強いCrの信号に
影響される)
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Co（Feの信号の影響
が含まれる）
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Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr 


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67163571][bookmark: _Hlk67163572]図4.1.1-114 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域16 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域16（2）

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
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Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）
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Te（Caの信号の影響
が含まれる）
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I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
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Cs（U及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる））
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Ba or Ti
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Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
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W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
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U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

[bookmark: _Hlk67163595][bookmark: _Hlk67163596]図4.1.1-115 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域16 (2)





領域16
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[bookmark: _Hlk67163617]図4.1.1-116 1/2u-SGTS領域16の位置





領域16
















[bookmark: _Hlk67163733]図4.1.1-117 1/2u-SGTS領域16のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163756]
図4.1.1-118 1/2u-SGTS領域16の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



	
1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域17(1)
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影響される)
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Si（Wの信号の影響
が含まれる）
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(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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される）
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Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
	[image: ]




Ti or Ba

	[image: ]




Cr
	[image: ]
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影響される)
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Co（Feの信号の影響
が含まれる）
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影響される)
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注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67163769]図4.1.1-119 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域17 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域17(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
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Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）
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Te（Caの信号の影響
が含まれる）
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I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
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Cs（U及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
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Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
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W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
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U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

[bookmark: _Hlk67163792][bookmark: _Hlk67163793]図4.1.1-120 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域17 (2)





領域17
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[bookmark: _Hlk67163808]図4.1.1-121 1/2u-SGTS領域17の位置




領域17
















[bookmark: _Hlk67163826]図4.1.1-122 1/2u-SGTS領域17のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163845]
図4.1.1-123 1/2u-SGTS領域17の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクト


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域18～21(1)
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O (強いCrの信号に
影響される)
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F(or Fe)
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Si（Wの信号の影響
が含まれる）
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S or Mo
(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
	[image: ]




Ti or Ba
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Cr
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Mn(強いCrの信号に
影響される)
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Fe
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Co（Feの信号の影響
が含まれる）
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Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]
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注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67163862][bookmark: _Hlk67163863]図4.1.1-124 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域18～21 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域18～21(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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Mo(K線)
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Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
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Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
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Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
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Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
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I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
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Cs（U及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
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Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
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W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
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Pb
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U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。



[bookmark: _Hlk67163880][bookmark: _Hlk67163881]図4.1.1-125 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域18～21 (2)
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領域18
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[bookmark: _Hlk67163898]図4.1.1-126 1/2u-SGTS領域18の位置
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領域19




[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
















[bookmark: _Hlk67163917][bookmark: _Hlk67163912]図4.1.1-127 1/2u-SGTS領域19の位置


領域20及び21
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[bookmark: _Hlk67163932]図4.1.1-128 1/2u-SGTS領域20及び21の位置


領域18

















[bookmark: _Hlk67163948]図4.1.1-129 1/2u-SGTS領域18のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)	



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163965]
図4.1.1-130 1/2u-SGTS領域18の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域19

















[bookmark: _Hlk67163978]図4.1.1-131 1/2u-SGTS領域19のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
	
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67163993]
図4.1.1-132 1/2u-SGTS領域19の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域20

















[bookmark: _Hlk67164007]図4.1.1-133 1/2u-SGTS領域20のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164024]
図4.1.1-134 1/2u-SGTS領域20の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域21

















[bookmark: _Hlk67164044]図4.1.1-135 1/2u-SGTS領域21のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)	


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]


















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164057]
図4.1.1-136 1/2u-SGTS領域21の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域22～25(1)
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影響される)
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F(or Fe)
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Si（Wの信号の影響
が含まれる）
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(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
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Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
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Ti or Ba
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Mn(強いCrの信号に
影響される)
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Co（Feの信号の影響
が含まれる）
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Ni
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Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr 


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67164072][bookmark: _Hlk67164090][bookmark: _Hlk67164091]図4.1.1-137 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域22～25 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域22～25(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
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Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Cs（U 及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Ba or Ti

	[image: ]




Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Pb
	[image: ]




U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

[bookmark: _Hlk67164106][bookmark: _Hlk67164107]図4.1.1-138 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域22～25 (2)





領域22



















[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
















[bookmark: _Hlk67164122]図4.1.1-139 1/2u-SGTS領域22の位置







領域23～25




















[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]















[bookmark: _Hlk67164138]図4.1.1-140 1/2u-SGTS領域23～25の位置


領域22

















[bookmark: _Hlk67164149]図4.1.1-141 1/2u-SGTS領域22のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164171]
図4.1.1-142 1/2u-SGTS領域22の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

領域23

















[bookmark: _Hlk67164183]図4.1.1-143 1/2u-SGTS領域23のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)




[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164195]
図4.1.1-144 1/2u-SGTS領域23の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域24
















[bookmark: _Hlk67164217]図4.1.1-145 1/2u-SGTS領域24のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164228]
図4.1.1-146 1/2u-SGTS領域24の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域25
















[bookmark: _Hlk67164306]図4.1.1-147 1/2u-SGTS領域25のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
	
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164320]
図4.1.1-148 1/2u-SGTS領域25の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域26～30(1)

	[image: ]




SE
	[image: ]




C
	[image: ]




O (強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




F(or Fe)

	[image: ]




Na (or Zn)
	[image: ]




Mg
	[image: ]




Al
	[image: ]




Si（Wの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




S or Mo
(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
	[image: ]




Ti or Ba

	[image: ]




Cr
	[image: ]




Mn(強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




Fe
	[image: ]




Co（Feの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Ni
	[image: ]




Cu
	[image: ]




Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr 


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67164347][bookmark: _Hlk67164348]図4.1.1-149 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域26～30 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域26～30(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
	[image: ]




Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Cs（U 及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Ba or Ti

	[image: ]




Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）

	[image: ]




W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Pb
	[image: ]




U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

[bookmark: _Hlk67164364][bookmark: _Hlk67164365]図4.1.1-150 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域26～30 (2)







領域26
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[bookmark: _Hlk67164380]図4.1.1-151 1/2u-SGTS領域26の位置


領域27



















[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
















[bookmark: _Hlk67164400]図4.1.1-152 1/2u-SGT領域27の位置


領域28及び29
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[bookmark: _Hlk67164413]図4.1.1-153 1/2u-SGTS領域28及び29の位置






領域30
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[bookmark: _Hlk67164425]図4.1.1-154 1/2u-SGTS領域30の位置



領域26
















[bookmark: _Hlk67164437]図4.1.1-155 1/2u-SGTS領域26のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
	
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164450]
図4.1.1-156 1/2u-SGTS領域26の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域27
















[bookmark: _Hlk67164462]図4.1.1-157 1/2u-SGTS領域27のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164475]
図4.1.1-158 1/2u-SGTS領域27の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域28
















[bookmark: _Hlk67164490]図4.1.1-159 1/2u-SGTS領域28のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)	


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]


















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164505]
図4.1.1-160 1/2u-SGTS領域28の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域29
















[bookmark: _Hlk67164520]図4.1.1-161 1/2u-SGTS領域29のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)	




[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164536]
図4.1.1-162 1/2u-SGTS領域29の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域30
















[bookmark: _Hlk67164549]図4.1.1-163 1/2u-SGTS領域30のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)	


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]


















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164562]
図4.1.1-164 1/2u-SGTS領域30の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域31～34(1)

	[image: ]




SE
	[image: ]




C
	[image: ]




O (強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




F(or Fe)

	[image: ]




Na (or Zn)
	[image: ]




Mg
	[image: ]




Al
	[image: ]




Si（Wの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




S or Mo
(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
	[image: ]




Ti or Ba

	[image: ]




Cr
	[image: ]




Mn(強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




Fe
	[image: ]




Co（Feの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Ni
	[image: ]




Cu
	[image: ]




Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr 


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67164583][bookmark: _Hlk67164584]図4.1.1-165 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域31～34 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域31～34(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
	[image: ]




Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Cs（U 及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Ba or Ti

	[image: ]




Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Pb
	[image: ]




U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

[bookmark: _Hlk67164600][bookmark: _Hlk67164601]図4.1.1-166 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域31～34 (2)






領域32
領域31





















[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
















[bookmark: _Hlk67164620]図4.1.1-167 1/2u-SGTS領域31及び32の位置




領域33及び34




















[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
















[bookmark: _Hlk67164637]図4.1.1-168 1/2u-SGTS領域33及び34の位置


領域31
















[bookmark: _Hlk67164650]図4.1.1-169 1/2u-SGTS領域31のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)	



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164680]
図4.1.1-170 1/2u-SGTS領域31の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域32
















[bookmark: _Hlk67164689]図4.1.1-171 1/2u-SGTS領域32のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]
	
















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164704]
図4.1.1-172 1/2u-SGTS領域32の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域33
















[bookmark: _Hlk67164715]図4.1.1-173 1/2u-SGTS領域33のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164728]
図4.1.1-174 1/2u-SGTS領域33の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



領域34
















[bookmark: _Hlk67164751]図4.1.1-175 1/2u-SGTS領域34のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















           注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164762]
図4.1.1-176 1/2u-SGTS領域34の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル



	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域35(1)

	[image: ]




SE
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C
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O (強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




F(or Fe)

	[image: ]




Na (or Zn)
	[image: ]




Mg
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Al
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Si（Wの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]



S or Mo
(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
	[image: ]




Ti or Ba

	[image: ]




Cr
	[image: ]




Mn(強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




Fe
	[image: ]




Co（Feの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Ni
	[image: ]




Cu
	[image: ]




Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr 


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。[bookmark: _Hlk67164778][bookmark: _Hlk67164779]図4.1.1-177 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域35 (1)


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域35(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
	[image: ]




Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Cs（U 及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Ba or Ti

	[image: ]




Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）

	[image: ]




W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）

	[image: ]




Pb
	[image: ]




U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

[bookmark: _Hlk67164794][bookmark: _Hlk67164795]図4.1.1-178 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域35 (2)





領域35
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[bookmark: _Hlk67164809]図4.1.1-179 1/2u-SGTS領域35の位置


領域35
















[bookmark: _Hlk67164834]図4.1.1-180 1/2u-SGTS領域35のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164844]
図4.1.1-181 1/2u-SGTS領域35の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域36～45(1)

	[image: ]




SE
	[image: ]




C
	[image: ]




O (強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




F(or Fe)

	[image: ]




Na (or Zn)
	[image: ]




Mg
	[image: ]




Al
	[image: ]




Si（Wの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




S or Mo
(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
	[image: ]




Ti or Ba

	[image: ]




Cr
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Mn(強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




Fe
	[image: ]




Co（Feの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Ni
	[image: ]




Cu
	[image: ]




Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr 


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67164862][bookmark: _Hlk67164863]図4.1.1-182 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域36～45 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域36～45(2)

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
	[image: ]




Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Cs（U 及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Ba or Ti

	[image: ]




Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Pb
	[image: ]




U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。

[bookmark: _Hlk67164879][bookmark: _Hlk67164880]図4.1.1-183 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域36～45 (2)





領域36～38
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[bookmark: _Hlk67164905]図4.1.1-184 1/2u-SGTS領域36～38の位置




領域39






















[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
















[bookmark: _Hlk67164919]図4.1.1-185 1/2u-SGTS領域39の位置



領域No.40～42
領域No.43及び44
領域No.45
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[bookmark: _Hlk67164932]図4.1.1-186 1/2u-SGTS領域40～45の位置




領域36
















[bookmark: _Hlk67164947]図4.1.1-187 1/2u-SGTS領域36のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164961]
図4.1.1-188 1/2u-SGTS領域36の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域37
















[bookmark: _Hlk67164976]図4.1.1-189 1/2u-SGTS領域37のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67164990]
図4.1.1-190 1/2u-SGTS領域37の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域38
















[bookmark: _Hlk67165007]図4.1.1-191 1/2u-SGTS領域38のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165021]
図4.1.1-192 1/2u-SGTS領域38の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域39
















[bookmark: _Hlk67165034]図4.1.1-193 1/2u-SGTS領域39のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]


















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165046]
図4.1.1-194 1/2u-SGTS領域39の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域40
















[bookmark: _Hlk67165056]図4.1.1-195 1/2u-SGTS領域40のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]


















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165085]
図4.1.1-196 1/2u-SGTS領域40の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域41
















[bookmark: _Hlk67165095]図4.1.1-197 1/2u-SGTS領域41のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165116]
図4.1.1-198 1/2u-SGTS領域41の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域42
















[bookmark: _Hlk67165152]図4.1.1-199 1/2u-SGTS領域42のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165162]
図4.1.1-200 1/2u-SGTS領域42の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域43
















[bookmark: _Hlk67165180]図4.1.1-201 1/2u-SGTS領域43のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]


















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165190]
図4.1.1-202 1/2u-SGTS領域43の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


領域44
















[bookmark: _Hlk67165210]図4.1.1-203 1/2u-SGTS領域44のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]


















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165221]
図4.1.1-204 1/2u-SGTS領域44の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル 


領域45
















[bookmark: _Hlk67165232]図4.1.1-205 1/2u-SGTS領域45のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)



[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165246]
図4.1.1-206 1/2u-SGTS領域45の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル


	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域46（1）

	[image: ]




SE
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C
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O (強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




F(or Fe)

	[image: ]




Na (or Zn)
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Mg
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Al
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Si（Wの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




S or Mo
(強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Cl(Ruの信号に影響
される）
	[image: ]




Ca（強いU,Teの信号に
影響される)
	[image: ]




Ti or Ba
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Cr
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Mn(強いCrの信号に
影響される)
	[image: ]




Fe
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Co（Feの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Ni
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Cu
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Zn（強いWの信号に
影響される)
	[image: ]




Zr 


注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。
[bookmark: _Hlk67165261][bookmark: _Hlk67165262]図4.1.1-207 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域46 (1)

	1/2号機SGTS配管内部拭き取りスミア①-1領域46（2）

	[image: ]Mo or S
（強いTc,Ru,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）
	[image: ]




Mo(K線)
	[image: ]




Tc
（強いMo,Ru,Pd,Ag ,Pb
の信号に影響される）
	[image: ]




Ru（強い Mo,S,Cl,Tc, 
Rh,Pd,Ag,Pbの信号に影響される）

	[image: ]




Rh（強いCl,Ru,Mo, S,Pd,Ag,Pb,Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Pd（観察前蒸着分を含む
強いRh,Ag,Ru,Cl,Mo,S,Pb, Tcの信号に影響される）
	[image: ]




Ag（強いPd,Sn,Uの信号に影響される）
	[image: ]




Sn（Uの信号の影響
が含まれる）

	[image: ]




Te（Caの信号の影響
が含まれる）
	[image: ]




I（Ca,Te,Cs,Ba,Tiの
信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Cs（U 及び強いTe,Ba,
Tiの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Ba or Ti
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Sｍ（強いBa,Ti,Wの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




W（強いZn,Niの信号の影響が含まれる）
	[image: ]




Pb
	[image: ]




U（Agの信号の影響が含まれる）



注意事項：
(1) 上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。
(2) 試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。
(3) 各元素からのEDS信号には、他の元素のEDS信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素が存在するわけではない。主なEDS信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生していることを示しておらず、また他の元素のEDS信号が重複している可能性を排除していない。
(4) 試料表層の導電率を確保するため、試料表層にはPt,Pdが蒸着してある。


[bookmark: _Hlk67165283][bookmark: _Hlk67165284]図4.1.1-208 1/2u-SGTSのSEM-EDSマッピング 領域46 (2)


領域46
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[bookmark: _Hlk67165324]図4.1.1-209 1/2u-SGTS領域46の位置





領域46
















[bookmark: _Hlk67165336]図4.1.1-210 1/2u-SGTS領域46のSEM像 (赤破線は粒子位置を示す)


[image: F:\aita\1F汚染物_20\P53C19SE02\P53C19SE02-U12-U23\P53C19SE02-U2_3-Te-Pb-7.jpg]

















             注意事項：前図の赤破線とEDS点分析の分析範囲は関わりがない。
[bookmark: _Hlk67165348]
図4.1.1-211 1/2u-SGTS領域46の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
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[bookmark: _Hlk67165363]図4.1.1-212 1/2u-SGTS領域02のEDS分析のスペクトル解析例
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[bookmark: _Hlk67165376]図4.1.1-213 1/2u-SGTS領域03のEDS分析のスペクトル解析例


[image: ]

[bookmark: _Hlk67165407]図4.1.1-214 1/2u-SGTS領域05のEDS分析のスペクトル解析例


[image: ]

[bookmark: _Hlk67165418]図4.1.1-215 1/2u-SGTS領域30のEDS分析のスペクトル解析例
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1/2 号機 SGTS 配管内部拭 き 取りスミア ① - 1 領域 01 ～ 0 3 (1)  

          SE            C            O   ( 強い Cr の信号に   影響される )            F   (or Fe)  

          Na (or Zn)            Mg            Al            Si （ W の信号の影響   が含まれる）  

          S   or Mo   （強い Tc , Ru , Pd , Ag , Pb の 信号 に 影響される）            Cl(Ru の信号 に 影響   される ）            Ca （強い U ,Te の信号に   影響される )            Ti  or  Ba  

          Cr            Mn ( 強い Cr の信号に   影響される )            F e            Co （ Fe の信号の影響   が含まれる）  

          N i            C u            Z n （強い W の信号に   影響される )            Z r  

注意事項：   ( 1 )   上記に示した元素以外の元素が存在していないことを示しているわけではない。   ( 2 )   試料表面には凹凸があり、信号の強弱は必ずしも当該元素濃度の強弱に対応しているわけではない。   ( 3 )   各元素からの EDS 信号には、他の元素の EDS 信号が重なっているケースがあり、明るい部分に必ずしも当該元素 が存在するわけではない。主な EDS 信号の重複については表中に示しているが、これらは必ず重複が発生してい ることを示しておらず、また他の元素の EDS 信号が重複している可能性を排除していない。   ( 4 )   試料表層の導電率を確保するため 、試料表層には Pt , Pd が蒸着してある。      

図 4.1.1 - 73   1 / 2u - SGTS の SEM - EDS マッピング   領域 01 ～ 03(1)  

